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1. WSTEP

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg
metody pomiarow podstawowych parametrow
wieloparametrycznych systemow pomiaru i prze-
twarzania danych.

1.2. Zakres stosowania normy. Norma dotyczy
metod pomiarow nastepujgcych parametrow:

— powierzchniowa niejednorodnos$¢ roézniczko-
wa,

— poczatkowy punkt charakterystyki wyraza-
jacej zaleznos¢ miedzy dwoma parametrami,

— rozrzut charakterystyk,

—— nilestabilnos¢ charakterystyk,

— rozrzut zliczen,

— rozrzut i niestabilno$¢ progow.

Wvkaz podstawowych parametrow, ktére po-
winny by¢ podawane w szczegdlowych wymaga-
niach technicznych, podano w zalgczniku.

1.3. Symbole stosowane w normie

1.3.1. Parametry

D ,, — obszar dynamiczny przy pomiarze
amplituda—amplituda,

DTn ,— Obszar dynamiczny przy pomiarze
przedzial czasu (obszar nanosekundo-
wy) — amplituda,

E ,,, — rozrzut zliczen przy pomiarze ampli-
tuda — numer detektora,

F ,, ~— rozrzut charakterystyk przetwarzania
przy pomiarze amplituda — numer
detektora,

F rop T rozrzut charakterystyk przetwarzania

w funkcji wejscia, przy pomiarze
przedzial czasu (obszar mikrosekun-
dowy) — numer detektora,

K

d(aa)

powierzchniowa niejednorodnos$¢ ro-
zniczkowa przy pomiarze amplituda

— amplituda,

Ka('r,, ,,— powierzchniowa niejednorodno$¢ ro-
zniczkowa przy pomiarze przedzial
czasu (obszar monosekundowy) — am-
plituda,

m, — polozenie punktu poczatkowego cha-
rakterystyki wyrazajgcej wzajemng
zaleznos¢ dwu parametrow,

S ,, ~— niestabilnos¢ charakterystyk przy po-
miarze amplituda — numer detektora,

S ,, ~— niestabilno$¢ charakterystyki prze-
twarzania przy pomiarze amplituda —
czas,

S,; — niestabilnos¢ i rozrzut progéw przy
pomiarze numer detektora — czas
(wieloprzelicznik),

S ToA niestabilnos¢é charakterystyki prze-

twarzania przy pomiarze czas (obszar
mikrosekundowy) — amplituda.

1.3.2. Indeksy

AA —
AD —
At —

d __

Dt —

TA —
TD —

analiza amplituda — amplituda,

analiza amplituda — numer detektora,

analiza amplituda — czas (pomiar wi-
dma amplitudowego powtarzany w
czasie),

powierzchniowy,

analiza numer detektora — czas (wie-
loprzelicznik),

analiza przedzial czasu — amplituda,
analiza przedzial czasu — numer de-
tektora,
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T A — analiza przedzial czasu (obszar mikro-
sekundowy) — amplituda,

T D — analiza przedziat czasu (obszar mikro-
sckundowy) — numer detektora,

T A — analiza przedzial czasu (obszar nano-
sekundowy) — amplituda.

1.4. Okreslenia

system  pomiaro-
wy — urzadzenle umozliwiajgce jednoczesny wie-
lokanalowy pomiar przynajmniej dwu parame-
trow (amplituda impulsu, przedzial czasu, kat
itp.) oraz pamicgtanie i przetwarzanie danych cy-
frowych.

1.4.1. Wieloparametryczny

1.4.2. Analizator wieloparametryczny — system
wieloparametryczny umozliwiajacy przeprowa-
dzenic w zadanym czasie pomiaru tylko dwoch
parametrow (np. amplituda — amplituda).

1.4.3. Analiza amplituda — amplituda — je-
dnoczesny pomiar, w dwu wymiarach, skorelowa-
nych rozkladow amplitudowych.

1.4.4. Analiza amplituda — c¢zas — pomiar
zmiennosci w czasie rozkladow amplitudowych
(powtarzanie pomiaréw rozkladow amplitudo-
wych co pewien okreslony czas).

1.4.5. Analiza przedzial czasu (obszar mikrose-
kundowy) — amplituda — pomiar rozkladéw cza-
sowych w obszarze mikrosekundowym i skorelo-
wanych z nimi rozkladow amplitudowych.

1.4.6. Analiza przedzial czasu (obszar nanose-
kundowy) — amplituda — pomiar rozkladow
czasowych w obszarze nanosekundowym i skore-
lowanych z nimi rozkladow amplitudowych.

1.4.7. Analiza amplituda — numer detektora —
pomiar niezaleznych rozkladéw amplitudowych
pochodzacych z roéznych detektordow, przy czym
kazdy rozktad wyznaczony jest oddzielnie.

1.4.8. Analiza numer detektora — czas — po-
miar odpowiadajacy pomiarowi wieloprzeliczniko-
wemu przegprowadzonemu z wieloma detektorami.

1.4.9. Analiza przedzial czasu — numer detekto-
ra — pomiar niezaleznych rozkladow czasowych
pochodzgeych z réznych detektorow, przy czym
kazdy rozktad wyznaczony jest oddzielnie.

1.4.10. Powierzchniowa niejednorodnos$¢ rozni-
czkowa — wzgledna zmiana zliczen odpowiadajg-
ca stosunkowi réznicy maksymalnych odchylen
od Sredniej wartosci zliczen, do tejze s$redniej
wartosci zliczen odniesionej do obszaru (powierz-

chni pomiarowej) okre$lonej wymaganiami tech-
nicznymi.

1.4.11. Zakres dynamiczny — stosunek calko-
witej powierzchni do jej czesci, w ktorej po-
wierzchniowa niejednorodnos¢ roézniczkowa nie
speinia wymagan technicznych.

1.4.12. Polozenie punktu poczatkowego charak-
terystyki wyrazajacej zalezno§¢ miedzy dwoma
parametrami — wyrazona w kanatach wspdlrze-
dna maksymalnie oddalonego od poczgtku osi
wspolrzednych punktu przeciecia jednej z tych
osi przez rzeczywistg charakterystyke wyraza-
jacg zaleznos¢ miedzy parametrami.

1.4.13. Rozrzut charakterystyk przy analizie
przedzial czasu (obszar mikrosekundowy)
plituda — wyrazona w kanatach maksymalna
zmiana potozenia widma rozkladu czasowego syg-
naléw wzorcowych, wywolana przez zmiany pun-
ktu poczatkowego charakterystyki i wspoétczynni-
ka przetwarzania.

ani-

1.4.14. Rozrzut charakterystyk przy analizie am-
plituda — numer detektora — wyrazona w ka-
natach maksymalna zmiana polozenia widma pro-
mieniowania jonizujgcego w zaleznosci od nume-
ru detektora (wejscia), wynikajgca z réznych
wspolczynnikow przesylania, jakie uklad wyboru
detektora (mieszacz) ma dla poszczegolnych wejsé,
przy czym na kazde wejscie podawane sg impul-
sy pochodzace z tego samego zrédla promienio-
wania.

1.4.15. Niestabilnos¢ charakterystyk — zacho-
dzgca w czasie maksymalna wzgledna zmiana po-
lozenia widma amplitudowych sygnatow wzorco-
wych, powstajgca wskutek niestabilnosci wspot-
czynnika wzmocnienia i zmian polozenia punktu
poczatkowego charakterystyki przetwarzania.

1.4.16. Rozrzut zliczen — wzgledna zmiana
liczby impulsow rejestrowanych widm, przycho-
dzgcych z poszczegélnych detektorow, jesli na
wszystkie wejscia uktadu wyboru detektora (mie-
szacza) podawane sg impulsy pochodzgce z tego
samego zrodia promieniowania.

1.4.17. Rozrzut 1 mniestabilno$§¢ progow —
wzgledna zmiana liczby impulsow rejestrowa-
nych widm z poszczegolnych detektorow, gdy na
kazde wejscie uktadu wyboru detektora podawa-
ne sg impulsy ze zrédel o stalej w czasie i jedna-
kowej czestosci.

1.4.18. Rozrzut charakterystyk przy analizie
przedzial czasu (obszar mikrosekundowy) — nu-
mer detektora — maksymalna wzgledna zmiana
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polozenia widm wzorcowych przedzialow czasu,
gdy na kazde wejscie ukiadu wyboru detektora
podawane sg impulsy majace to samo widmo roz-
kladu czasowego.

1.4.19. Pozostale okresSlenia — wg BN-72/3411-12
i BN-72/3411-13.

1.5. Normy zwigzane

PN-71/T-06500 Elektroniczne przyrzady pomia-
rowe. Ogolne wymagania i badania

BN-72/3411-12 Urzadzenia elektroniczne dla tech-
niki jadrowej. Wielokanatowe analizatory am-
plitudy. Podstawowe typy i wymagania

BN-72/3411-13 Urzgdzenia elektroniczne dla tech-
niki jadrowej. Wielokanatowe analizatory czasi:.
Mectody pomiarow parametrow podstawowych

2. METODY POMIAROGW

(5]

2.1. Ogodlne warunki pomiardw. Jesli w opisie
pomiaréw nie podano inaczej, pomiary nalezy
wykonywa¢ w warunkach otoczenia wg PN-T1/
T-05500.

2.2. Anpaliza amplituda — amplituda

2.2.1. Pomiar powierzchniowej niejednorodno-
Sci réozniczkowej. Pomiar nalezy przeprowadzi¢ w
nastepujacy sposéb: na jedno wejscie systemu
dwuparametrycznego podaje sie z generatora im-
pulsdw liniowo rosngcych impulsy, ktéorych am-
plituda rosnie szybko w czasie, na drugie wej-
scic podaje sie z podobnego generatora impulsy,
ktorych amplituda rosnie wolno w czasie. Wyjscia
obydwu generatoréw synchronizowane sa jedno-
czesnie impulsami pochodzgcymi z detektora pro-
micniowania. W polowie czasu naboru danych
podlgczenia generatorow do systemu wielopara-
metrycznego zostaja zamienione miejscami. Na-
gromadzona informacja wyprowadzana jest na
drukarke. Powierzchniowg niejednorodnosé¢ rozni-
czkowg oblicza sie z podanego nizej wzoru:

K - B Nik(rpg_x)___' _Ivik(mﬂin)_”

_ | e
>acaa) - 9 - 100%
w ktorym:

N maxy — maksymalna liczba zliczen w mie-

rzonym obszarze,

T

By minimalna liczba zliczeh w mierzo-

nym obszarze,

N — Srednia liczba zliczen w mierzonym
obszarze,

Przyktadowg powierzchniowg charakterystyke
zliczen pokazano na rysunku.

poczatkowego charakioe-
rystyki wyrazajacej zalezno§¢ miedzy dwoma pn-

2.2.2. Pomiar punkiu

rametrami. Pomiar nalczy wykonatc w nastepuis-

cy sposob: Na obydwa wejscia systemu wielopa-

rametrycznege podaje sie ten sam impuls genc-
ratora wzorcowych impulsow amplitudowych.

Ampglitude impulsu generatora 1 wzmocnienie ka-
zdego kanalu amplitudewego nalezy dobraé tok,
aby zliczanie impulséw odbywalo sie w kanale
o wspodlrzednych 64,64. Zmniejszajgc dziesiecio-
krotnie amplitude impulsu generatora uzyskuije
sie zliczanie impulsow w kanale o wspolrzednych
Eon By Pomiedzy otrzymanymi w ten sposéb
punktami o wspolrzednych a,, y, oraz 64,64
przeprowadza sie linie prostg. Nastepnie ampli-
tude impulsu generatora i wzmocnienie kazdego
kanalu amplitudowego dobiera sie tak, aby zli-
czanie impulséw odbywalc sie w kanale o wspdt-
rzednych 32,64. Zmniejszajge dziesieciokrotnic
amplitude impulsu generatora otrzymuje sie zli-
czanie impulsow w kanale o wspolrzednych x:
Y,. Przez wspolrzedne te przeprowadza sie drugy
prostg. Z kolei amplitude impulsu generatora i
wzmocnienie kazdego kanalu amplitudowego do-
biera sie tak, aby zliczanie impulséow odbywalo
sie w kanale wspolrzednych 64,32. Powtarzajac
operacje dziesieciokrotnego zmniejszenia impulsu
wyznacza sie trzecig prosta.

Wyznaczone proste przecinaja osie wspolrzed-
nych x, y na ogét w punktach réznych od punktu
o wspolrzednych 0,0. Maksymalna wartosé wspdi-
rzednej przeciecia osi x lub y przez jedng z pro-
stych, wyrazona w kanalach, okresla punkt po-
czgtkowy charakterystyki.

2.3. Analiza amplituda — czas (widmo wielo-
krotne) — pomiar niestabilnosci charakterystyki
przetwarzania. Pomiar nalezy wykona¢ w naste-



+ BN-72/3411-11

pujacy sposob: Na wejScie przetwornika amplitu-
dy (systemu wieloparametrycznego) wprowadza
sie impulsy ze zZrodla $9Co zmieszane z wzorco-
wymi impulsami pochedzgcymi z generatora
wzorcowych impulsow amplitudowych, ktoérych
amplituda odpowiada (n—4)-temu kanatowi w
pierwszej polowie czasu pomiaru widma oraz
= 0,1 n-temu kanalowil, w drugie] polowie czasu
pomiaru tegoz widma. Powtarzajgc pomiar wie-
lokrotnie otrzymuje sie rodzine charakterystyk,
z ktorych na podstawie danych cyfrowyech okresla
sie niestabilnos¢c charakterystyki.

2.4. Analiza przedzial czasu (obszar mikrose-
kundowy) — amplituda — pomiar rozrzutu cha-
rakierystyki przetwarzania. Pomiar nalezy wyko-
na¢ w nastepujacy sposdb: Na przetwornik prze-
dzialu czasu podaje sie, jako impulsy startowe,
impulsy z generatora wzorcowych impulsow prze-
dziatdow czasowych; impulsami stopujgcymi sg
impulsy z detektora promieniowania jonizujacego,
ktorych amplitudy sg jednoczesnie analizowane.
Ocene niestabilnosci przeprowadza sie z danych
cyfrowych.

2.5. Analiza przedzial czasu (obszar nanosckun-
dowy) — amplituda — pomiar powierzchniowej
nicjednorodnoSci rézniczkowej. Pomiar nalezy
wykona¢ w nastepujacy sposob: Na wejscie prze-
twornika amplitudy podawane sa impulsy z ge-
neratora impulséw liniowo rosngcych. Generator
ten uruchamiany jest impulsem, ktory jest je-
dnoczesnie sygnalem startu dla nanosekundowego
przetwornika przedziatu czasu. Impulsy stopo-
we dla nanosekundowego przetwornika przedzia-
tu czasu przychodzg z detektora promieniowania
o niewielkiej czestosci. Detektor ten, w przyjetym
przedziale czasu, jest generatorem impulsow sta-
tystycznych, z punktu widzenia rozktadow cza-
sowych. Nagromadzona w ten sposéb informacia
wyprowadzana jest na drukarke. Powierzchniowg
niejednorodnos¢ rozniczkowsg wyznacza sie w spo-

sOb analogiczny jak w 2.2.1,
amplituda — numer detektora

rozrzutu charakterystyk. Pomiar

2.6. Analiza

2.6.1. Pomiar
nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob: Impulsy
z detektora zrodla promieniowania (np. %Co) mie-
sza sle z impulsami pochodzgcymi z generatora
wzorcowych impulséw amplitudowych. Amplitu-
da impulsow wzorcowych odpowiada (n—4)-temu
kanatowi w pierwszej polowie czasu pomiaru i
kanatlowi o wartosci okolo 0,1 n w drugiej po-
lowie czasu pomiaru. Zmieszane impulsy podaje
sie na wejscie pierwsze liniowego ukladu wyboru
detektora (mieszacza) i gromadzi sie w pierwszej]
sekeji pamieci, w czasie wyznaczonym przez wy-
brang liczbe zliczen. Nastepnie zmieszane impul-
sy ze zrodla i generatora podaje sie kolejno na
drugie, trzecie, ... k-te wejscie. Gromadzenie da-

nych przeprowadza sie odpowiednio w drugiej,
trzeciej, k-tej sekeji pamieci, w warunkach
podanych poprzednio. Rozrzut charakterystyk
ocenia sie z danych cyfrowych.

2.6.2. Pomiar niestabilnos$ci charakterystvk., Po-
miar nalezy wykonaé¢ w nastepujgcy sposob: Im-
pulsy z detektora zrodla promieniowania (np. $°Co)
miesza sie z impulsami pochodzacymi z genera-
tora wzorcowych impulséw amplitudowych, kto-
rych amplituda odpowiada (n—4)-temu kanaltowli.
Zmieszane impulsy podaje sie kolejno na pierw-

sze, drugie, trzecie, k-te wejScie liniowego
uktadu wyboru detektora i gromadzi sie odpo-
wiednio w pierwszej, drugiej, ... k-tej sekcji pa-
mieci.

Pomiar przeprowadza sie wielokrotnie, zgodnic
z wymaganiami technicznymi.

Niestabilno$¢ charakterystyk wyznacza sie =
danych cyfrowych.

2.6.3. Rozrzul zliczen. Do pomiaru nalezy uzvé
zrodio 6°Co i tyle detektordw, ile jest wejsc w
liniowym uktadzie wyboru detektora. Czas po-
miaru dzielony jest rowniez na tyle réwnych
przedziatow, ile jest wejsé. Po ukonczeniu po-
miaru w pierwszym przedziale czasu polozenie
detektorow wzgledem wej$¢ zostaje zmienione w
nastepujgcy sposob: detektor znajdujacy sie na
pierwszym wejsciu podlgczony zostaje do wejscia
drugiego, detektor drugi do wejscia trzeciego itd.
Po ukonczeniu pomiaru w drugim przedziale cza-
su znowu przelgcza sie detektory. Pomiar zostaje
zakonczony catkowicie wowezas, gdy kazdy de-
tektor polagczony byl z kazdym wejsciem w je-
dnakowym czasie, w wyniku czego kazda sekcja
pamieci powinna zawiera¢ takie same widmo.
Czas pomiaru wyznacza sie tak, aby bledy sta-
tystyczne byly do pominiecia.

Do oceny rozrzutu zliczen bierze sie ped uwage
komptonowskg czes$¢ obszaru widma %Co zarcje-
strowang na kazdym wejsciu (zapisang w kazdej
sekeji pamieci).

Rozrzut zliczen oblicza sie ze wzoru

o 4| Nmax =N
AD - NT
| 2N

w ktorym:

o ” - 100%

N ..— maksymalna liczba zliczen,
N

min — Mminimalna liczba zliczen,

N — S$rednia liczba zliczen.

2.7. Analiza numer detektora — czas — pomiar
rozrzutu i niestabilnosci progéow. Na kazde wej-
scie nalezy poda¢ sygnaly ze zrédla o jednakowej
i stalej w czasie czestosci. Nastepnie pomiar prze-
prowadza sie analogicznie jak w 2.6.3 bez prze-
tgczania detektorow.
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Do oceny rozrzutu i niestabilnosci progow wy-
biera sie najwiekszy rozrzut widm w {unkecji
numeru detektora (wejscia) przy czasie jako pa-
rametrze 1 najwiekszy rozrzut widm w funkeji
czasu przy numerze detektora jako parametrze.

Obliczenia przeprowadza sie ze wzorow:

a) funkcjg numer detektora, parametrem czas

= + | _l\lmax 0_——‘_Nmin 100%

4

S
D(t)

b) funkcjg czas, parametrem numer detektora
T
iss o | Nmax A
T
Rozrzut i niestabilno$¢ progow wyznacza wie-
ksza z otrzymanych wartosci S ,,.

min

100%

S
(D)t

2.8. Analiza przedzial czasu (obszar mikrose-
kundowy) — numer detektora — pomiar rozrzuiu
charakterystyk. Pomiar nalezy wykona¢ w
stepujgcy sposob: Impulsy pochodzgce z detekto-
ra promieniowania jonizujacego (8°Co) miecsza si
z impulsami stopowymi wytwarzanymi przez ge-
nerator wzorcowych przedzialow czasu. Zmiesza-
ne w ten sposéb impulsy podaje sie na pierwsze
wejScie ukladu wyboru detektora (mieszacza) i
zapisuje sie w pierwszej sekeji pamieci, przy
czym nabor informacji ograniczony jest przez
ustawiona poprzednio maksymaing liczbe zliczen.
Nastepnie impulsy podawane sg kolejno na dru-
gie, ... k-te wejscie ukladu wyboru detektora.

na-

D

Rozrzut charakterystyk wyznacza sie z danych
cyfrowych.

KONIEC

Informacje dodatkowe

Zalacrnik
do BN-72/3411-11

WYKAZ PODSTAWOWYCH PARAMETROW, KTORE NALEZY PODAWAC W WYMAGANIACH
TECHNICZNYCH NA POSZCZEGOLNE BLOKI SYSTEMOW WIELOPARAMETRYCZNYCH

Pamiec¢ operacyjna

czas eykll PAMIEC] emmmemmmnmmsmmssmsnpmmms s
czas doStePll ... s
pojemnos¢ pamieci
G BN s s e e s stow
SHIBEE BIOW  su.onsnmmsmmas g bitéw

Blok sterowania
program: staly, pamietany, czesciowo zmienny

liczba rozkazow (w przypadku programu stalego

lub pamietnego) okres impulsow taktujgeych,

sterujgcych operacjami programu

. us

Analiza z porzadkowaniem

maksymalny czas oczekiwania — czas pamieta-

Pamietanie zdarzen

Rejestracja wynikow pomiarow w pamieci we-
diug kolejnosci zachodzgcych zdarzen:

maksymalna informacja w zdarzeniu

bitow/zdarzenie

czas poszukiwania -+ czas pamietania ...

us/zdarzenie

liczba stow rejestru asosjacyjincgo

............................................................... stow
dlugosé operacji selekeji wedlug pierwszego ce-
BEHOTTINIIEI, . ococesecrsmsrarsron oo 8555 580

Operacje arytmetyczne

dodawanie, odejmowanie, mnozenie, dzielenie,

transformacja liniowa, operacja z biegnagca suma,

wyznaczanie korelacji, obrobka widm metods
normalizacja-odejmowanie

szybkose zliczania SZETEGOWEED ... MHz
czas dodawania rownoleglego ... us
czas mnozenia (dzielenia) ... . s

Bloki wyprowadzania informacji
Bloki dodatkowe:

magnetofon cyfrowy, pamie¢ dyskowa ...
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liczba sciezek

gestOSC ZaAPISU o sygn/mm
SZYDBKOSC 0dCZYtU oo S
Blolk zobrazowania:

jednoparametryczny, aksonometryezny (zobrazo-

wanie plaskie i izometryczne), wybor przekrojow,
sterowanie danymi przy pomocy piora swietlnego

rozmiary obrazu na ekranie lampy
........ il ————————sre G P XL

Elcktryczna maszyna piszgca (typ)

Perforator tasmy ..., (typ)

Perforator kart ... (EYP) o
Bloir odezytu z tasm dziurkowanych

(tvp)

Blck drukowania cyfr .. . (EVP)

v CyfTASS

Zvstemy przesylania danych

FPolaczenie z maszyng cyfrowa:

przosvianie danych przez linie telefoniczng, przez

szvblkose przesylania bitow/s
mctoda korelacji bledow
zaimiana kodow przed i po wyslaniu na linie

(np. zamiana kodu binarne-

go 7z rownoleglego na szeregowy)

odleglose przesylania danych ... B km

loki wejsciowe (do grupy tej nie zalicza sie
detektorow, przedwzmacniaczy, ukladéw koincy-
dencyjnych, wzmacniaczy itp.)
ilos¢ przetwornikow analogowo cyfrowych uzy-
wanych jednoczesnie w systemie pomiarowym

(nalezy podac¢ da-

ne techniczne przetwornikéw wchodzgeych w

skiad systemu)

Cyfrowe przetworniki napiecia

— informacja wyjSciowa szeregowa (rownole-
gta),

— liczba poziomow kwantowania,

— odstep pomiedzy dwoma poziomami kwan-
towania (szerokos¢ kanatu),

— nieliniowosé catkowa,

—- punkt poczgtkowy charakterystyki catko-

— nieliniowos¢ rozniczkowa,

— zakres dynamiczny,

— maksymalny czas zamiany,

— maksymalne obcigzenie,

— przecigzenie amplitudowo-czestotliwosciowe,

— dlugoczasowa niestabilno$¢é szerokosci ka-
natu i punktu poczatkowego charakterystyki cat-
kowej,

— bledy powstajace od zmian napiecia sieci
1 temperatury?).

Cyfrowy przetwornik przedzialu czasu
— informacja wyj$cilowa szeregowa (rowno-
legta),

— liczba poziomdw kwantowania,

— odstep pomiedzy dwoma poziomami kwanto-
wania (szeroko$c¢ kanatu),

— maksymalny czas zamiany,

— nicliniowosé¢ rozniczkowa,

— maksymalne obcigzenie,

— bledy od zmian napiecia sieci 1 tempera-
turyl).

Liniowy detekiora (mieszacz)
i uklad zamiany numer detektora — kod

— liczba wejse,

— nieliniowo$¢ rézniczkowa przesytlania,

— zakres dynamiczny,

— informacja na wyjsciu szeregowa (rowno-
legta),

— posiada (nie posiada) uktad zabezpieczenia
przed przypadkowg koincydencje impulséw na
dwu lub wielu niezaleznych wejsciach.

uklad wyboru

Pamiec¢ przejSciowa (buforowa)

— rodzaj pamieci (w zaleznosci od uzytych w
nicj elementow: np. na rdzeniach ferrytowych,
diodach tunelowych itp.

— maksymalna liczba stéw . ... ... stow
— SZYDKOSE ZAPISU .o us/stowo
e MUGOGC BIOWER. o bitow
Zlozone charakterystyki systemu
Analiza amplituda — amplituda
— powierzchniowa niejednorodnosé¢ rozniczko-

wa,

1) Dotyezy nieliniowo$ci rézniczkowej, szerokosci ka-
nalu, punktu poczgtkowego charakterystyki calkowej.
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— zakres dynamiczny,

— powierzchniowa niejednorodnosé rozniczko-

— potozenie punktu poczatkowego charaktery- wa
styki wyrazajacej zalezno$¢ miedzy dwoma pa- — zakres dynamiczny
rametrami. Analiza amplituda — numer detekiora
Analiza amplituda — czas — rozrzut charakterystyk
—- rozrzut charakterystyk — niestabilnos¢ charakterystyk
Analiza przedzial czasu (obszar mikrosekundo- — rvozrzut zliczen
wy) amplituda Analiza numer detektora — czas
— rozrzut charakterystyk — rozrzut 1 niestabilnos¢ progow
Analiza przedzial czasu (obszar nanosekundo- Analiza przedzial czasu — numer detektora
wy) — amplituda — rozrzut charakterystyk
INFORMACJE DODATKOWE do BN-72/3411-11

1. Zalecenia miedzynarodowe. Norma jest merytoryvez-
nie zgodna z zaleceniami RWPG 1645-69 MuoromepHnie

napaMeTpbl M METOAbI MX U3MEpPEeHWS.
2. Przykladowe wartosei parametrow systemow wielo-

CHMCTEMBI ON¥ M3MepeHus U obpaborku pannbix. OcHoBHbLIE parametrycznych podano w tablicy.
Symbol parametru Wartos¢ parametru ‘ Symbol parametru Wartos¢e parametru
0] ‘ ¢
K yoan, + 3% | Dy o4 20
D, 10 B i +1 kanat
- ‘ 0
m, + 1 kanat | S b + 2%
— i -
n | -+ 20/
S + 1 kanat E . + 3%
STm 5 + 1 kanal | S + 3%
| B
= 450 7 0
K d(T ,, A) L Prm D 1%




